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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ELECTROSTATIQUE -

Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —
Formes d’onde d’essai des décharges électrostatiques pour le modéle du

corps humain (HBM)

AVANT-FROFOS
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natj
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions\ de nor aI| ation\dg
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres\act
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports technique
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéregseg
orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux. La CEl collabore étroitement avec I Or a
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8) L'atte r les’>références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub|
réfénencées est oI|g oireNpour une application correcte de la présente publication.
9) L’att dr le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent fai
de dfoits 'de) propriét&’intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour respon
ne pps‘aveir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.
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La Norme internationale CEl 61340-3-1 a été établie par le comité d'études 101 de la CEl:
Electrostatique.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2002 et constitue
une révision technique.

Le changement majeur par rapport a I'édition précédente est qu’elle ne contient plus

d’appli

cations pour les dispositifs a semiconducteurs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROSTATICS -

Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects —
Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms

FOREWORD

1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s
all npational electrotechnical committees (IEC National Committees). The obj
interhational co-operation on all questions concerning standardization in the electfi
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standarg
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a
in the subject dealt with may participate in this preparatory work hd non-
govdgrnmental organizations liaising with the IEC also participate in ’ a closely
with |the International Organization for Standardization (ISO) in &ccorda v ined by
agrepment between the two organizations.
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promote
elds. To
iffcations,
bs “IEC
interested

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical mattg S possible, an intefnational
conslensus of opinion on the relevant subjects since eac i from all
interpsted IEC National Committees.

3) IEC |Publications have the form of recom i i National
Compmittees in that sense. While all reasépabl f e @ t of IEC
Publ|cations is accurate, 3 for any
misipterpretation by any end user.

4) In ofder to promote international uniformify, IEC_NationalCommittees undertake to apply IEC Pubjications

trangparently to the maximum extent possible i i i icati . iergence
between any IEC Publicatiop/and the ¢ i i € i icati ind|cated in
the latter.

5) IEC |provides no markipng _proce indi its app i for any

equipment declared to be i
6) All upers should

7) No liability shall attac s (dires mployees, servants or agents including individual expgrts and
mempbers of its technd S E ational Committees for any personal injury, property damage or
othe q whether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expdnses arising\out\of\the, publi t|on use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publ|cations.

8) Atte tlon is S ative’ references cited in this publication. Use of the referenced publications is

9) AttentionN XO_te ssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the sybject of
patept rightS\JE€shaN not\¥e held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interndtional ,'Standa
Electrdgstatics.

d IEC 61340-3-1 has been prepared by IEC technical committele 101:

This second edition cancels and replaces the first edition, published in 2002, and constitutes
a technical revision.

The major change of this document is that it no longer contains the application to
semiconductor devices.
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Cette édition a pris en compte les instructions du Standardization Management Board (SMB)
de la CEIl en ce qui concerne I'étude des apports provenant des documents du CE 47
concernant les méthodes d'essais ESD. Le CE 101 a révisé la présente publication
CEI 61340-3-1, concernant le modéle du corps humain, en collaboration avec le Groupe de
Travail Mixte CE 47/CE 101. La CEI 61340-3-1 intégre les contributions du CE 47, fondées

sur la CEI 60749-26 correspondante du CE 47.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
101/236/FDIS 101/238/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute inforp
aboutija I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Pa

Une ligte de toutes les parties de la série CEl 61340,
Electrqstatique peut étre consultée sur le site web de Ia

s le titre (¢

vote ayant

énéral

Le conpité a décidé que le contenu de cette publication\n nodifié avant la date de
maintejnance indiquée sur le site weh :Nwebstore.iec.ch" dahs les
donnégs relatives a la publication reck > e date, \a/puhlication sera

* recpnduite,
* supprimée,
+ remplacée par une édition révisée, @

%
N\
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It recognizes the direction of the IEC SMB (Standardization Management Board) in terms of
considering inputs from TC 47 documents with regard to ESD test methods. TC 101 has
revised this publication IEC 61340-3-1, concerning the human body model, in collaboration
with the JWG of TC 47/TC 101. IEC 61340-3-1 incorporates TC 47 input, based on the

corresponding IEC 60749-26 of TC 47.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
101/236/FDIS 101/238/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be fo
voting jindicated in the above table.

The lidt of all parts of the IEC 61340 series, under the gene
found ¢n the IEC website.

The cdmmittee has decided that the contents of thij
the mgintenance result date indicated on the |
the dafa related to the specific publicati i

* recpnfirmed,
* withdrawn,
* repjaced by a revised edition, or

@Q&@

port on

can be

d until
.ch" in
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ELECTROSTATIQUE -
Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des effets électrostatiques —

Formes d’onde d’essai des décharges électrostatiques pour le modéle du
corps humain (HBM)

1 Domaine d'application

La prégente partie de la CEl 61340 décrit les formes d’'onde de courant de décharge@iilisées
pour s ele du
corps pareils
utilisés

Cette ns les
métho . osants
électrﬂjniques et autres éléments pour I'essai de résista [ en vde de I'évalluation
de la positifs
a semi

Les fofmes d’'onde définies dans la & g’ destinées a étre ufilisées
dans ! 'essai de compatibilité
électro

2 Tdrmes et définitio

Pour Igs besoins du pr mes’/et définitions suivants s’appliquent.

| O

unité 1n essai

UUT (Unit Under T
matériau, objet, elém 3 vant étre soumis a l'essai ESD du HBM

2.2

défaill
conditi 3 aguelle ue UUT ne remplit pas un ou plusieurs parametres spécifigs a la
suite d i

2.3
tensioh-de-tenueauxESHD
niveau de tension ESD appliqué maximal qui n’entraine pas le dépassement des limites des
parametres de défaillance, a condition que toutes les UUT soumises a la contrainte a des
niveaux plus faibles aient également résisté
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ELECTROSTATICS -

Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects —

Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms

1 Scope

This pa

body

This shzndard covers HBM ESD waveforms for use in general test ~ plication
to materials or objects, electronic components and other ite i fest or
performance-evaluation purposes. The specific application of rms to
non-pgwered semiconductor devices is covered in IEC 607,

The waveforms defined in this standard are not in wered
electronic systems for electromagnetic compatibility 000-4-
2.

2 Terms and definitions

For thg purposes of this document, the foll%te s\apd definitions apply.

21

unit under test

uuT

2.2

UUT failure

conditi
ESD te

2.3

ESD wlithstand

maxim
exceeq

material, object, orlp

DN in w
st

Lm applied~NESD voltage level that does not cause failure parameter limits
edy provided that all UUTs stressed at lower levels have also passed

of the

to be
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3 Appareils

3.1 Générateur de formes d’onde d'ESD du HBM

Cet appareil produit une impulsion de courant de décharge électrostatique simulant un
événement de ESD du HBM pour application a I'unité en essai (UUT). Le circuit de générateur
de formes d’onde équivalent et les charges d’évaluation de 'appareil d’essai sont illustrés a la
Figure 1.

3.2 Appareil de vérification de la forme d’onde

3.2.1 Généralités

L'appareil capable de vérifier la forme d'onde de courant de I'HBM eskdéfinida gesente
norme] Cet appareil comprend, entre autres, un systéme d’enregistpém e d’onde,
une résistance a haute tension et un transducteur de courant.

3.2.2 Systéme d’enregistrement de la forme d’onde

Le sysiéme d’enregistrement de la forme d’onde doit co action

unique| minimale de 350 MHz.

3.2.3 Charges d’évaluation

Deux ¢harges d’évaluation sont nécessaire STifi ctionnalité du générateur de
forme ¢’onde:

a) chgrge 1: un fil court-circuitant;

b) chgrge 2: une résists de 500 Q avec une tolérance d¢ +1 %
corfectement assignée p i i seront utilisées pour la qualificatior] de la

forme d’onde.
La longueur du (fil court-circuitant ou résistance) doit étrT aussi
courte|que possible g tible avec une connexion de la charge d'évajuation
aux bgrnes de réfé S ie A et B a la Figure 1) lors du passage a trayers le
transdiicteur de

3.2.4

Le trarjsducte g anpdoit avoir une largeur de bande minimale de 350 MHz.

4 ExXigences pour la forme d'onde de courant du HBM

4.1 Généralités

Avant les essais de I'UUT, la qualification du générateur de forme d’onde ESD du HBM doit
assurer l'intégrité de la forme d’onde du courant de décharge a travers un fil court-circuitant
et une charge résistive. Les exigences de la forme d’onde du fil court-circuitant sont
spécifiées dans les Figures 2a et 2b pour toutes les tensions positives et négatives définies
dans le Tableau 1, tandis que les exigences de formes d’onde de la charge résistive pour
+1 000 V sont illustrées a la Figure 3 et dans le Tableau 1.

4.2 Qualification et vérification de la forme d’onde

La qualification de I'appareil doit étre réalisée au cours de I’essai de réception initiale. La re-
qualification est exigée lorsque les réparations d’appareils sont effectuées en affectant
éventuellement la forme donde. De plus, les formes donde doivent étre vérifiées
périodiquement.
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3 Equipment

31 HBM ESD waveform generator

This equipment produces an electrostatic discharge current pulse simulating an HBM ESD
event for application to the UUT. The equivalent waveform generator circuit and tester
evaluation loads are illustrated in Figure 1.

3.2 Waveform verification equipment

3.21 General

. This
esistor

Equipment capable of verifying the HBM current waveform is defined i
equipnient includes but is not limited to a waveform recording system
and a ¢urrent transducer.

3.2.2 Waveform recording system

The waveform recording system shall have a minimum sing

3.2.3 Evaluation loads
Two eValuation loads are necessary to verify the

a) load 1: a shorting wire;

b) load 2: a 500 Q low-inductance resi
the|voltages that will be used for wavef

and cdnsistent with conne
and B [n Figure 1) while pa

3.2.4

4 HBMc

4.1 Gehe

Prior feform
integrify ,of_the discharge current through both a shorting wire and a resistive load. The
shorting\wite waveform requirements are specified in Figures 2a and 2b for all positive and
negative voltages defined in Table 1, while the resistive Toad waveform requirements for
+1 000 V are shown in Figure 3 and Table 1.

4.2 Waveform qualification and verification

Equipment qualification shall be performed during initial acceptance testing. Re-qualification
is required whenever equipment repairs are made that may affect the waveform. Additionally,
the waveforms shall be verified periodically.
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Si un dispositif d’essai ou une carte de circuit imprimé est utilisé pour réaliser les essais
d’UUT, la carte du dispositif d’essai doit également étre utilisée pendant les essais de
qualification de l'appareil. Si la forme d'onde ne satisfait plus aux parametres de formes
décrits dans le Tableau 1 et aux Figures 2a, 2b et 3, tous les essais ESD réalisés apreés la
vérification satisfaisante précédente de la forme d’'onde doivent étre considérés comme non

valables.

-

+—

Légende

générateur de forme d’onde ESD de 'HBM ( inale
bornel A

interryipteur

bornel B

uuT
chargg d'évaluation
fil de pourt-circuitant
résistance R = 500 Q

transqucteur de courant
Figu@

Exigenlces de la

© 00 N O a b WOWN =

a) Leg

de|chaque imputsion HBM pour s’assurer que 'UUT et tout dispositif d’essai n’ont j

laigsésdans un état chargé.

risée.
ilsions
as été

NOTE 1 La performance du générateur de forme d’onde est fortement influencée par la capacité et I'inductance

parasites.

NOTE 2 Il convient de prendre des précautions dans la conception du générateur de formes d’onde pour éviter

les transitoires de recharge et les impulsions doubles.

NOTE 3 Une résistance en série avec l'interrupteur assurerait une lente décharge de 'UUT.
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If a test fixture or circuit board is used to perform UUT testing, the test fixture board shall also
be used during equipment qualification tests. If the waveform no longer meets the waveform
parameters described in Table 1 and Figures 2a, 2b and 3, all ESD testing performed after
the previous satisfactory waveform check shall be considered invalid.

—

+—

Key

HBM ESD waveform generator (nominally 100 pkK/1,5
terminal A

switcl
terminal B
uuT
evalugtion load
shortihg wire
resistance R = 500 Q

curreft transducer :

Requirements for\Figurs

© 00 N O O~ ODN -

aveform generator equivalent

inductance.

NOTE 2 Precautions should be taken in the design of the waveform generator to avoid recharge transients and
double pulses.

NOTE 3 A resistance in series with the switch would ensure a slow discharge of the UUT.
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Tableau 1 — Spécification de formes d’onde

61340-3-1 © CEI:2006

5 ns par division

Niveau Ipg courant de créte a Ipg courant de créte a Tension équivalente
travers un fil court- travers une résistance de
circuitant 500 Q \%
A (£10%) A
1 0,17 - 250
2 0,33 - 500
3 0,67 0,375 a 0,550 1 000
4 1,33 - 2 000
5 2-6F 4-886
6 5,33 - 000
%
] X
B — z ‘\ \>
\

Ioe & ﬁ\
P I/ N — /\ /\\
/ R

X —~—

/ X N _ —

| \ \\\\ \/

10 % — &\\1\ \f \/

IEC 679/02
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Table 1 - Waveform specification

Level Ipg peak current through | Ipg peak current through Equivalent voltage
a shorting wire a 500 Q resistor
A (£10%) A \

1 0,17 - 250

2 0,33 - 500

3 0,67 0,375 to 0,550 1000

4 1,33 - 2 000

5 2,67 - 4 000

6 5,33 -

IEC 679/02
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90 % R\ﬁ

Py
O

-~ — P 5 ns par division w\)
C 681/02
Figure 3 — Forme d’onde de courant ty ave ésistance de 500 Q
Exigences de la Figure 3:

L’impulsion de courant doit répondre aux c O suivantes:

N

10 % —

t, temps de montée de ['i

5 Ewvaluation de la

5.1 GénéralitéQ

Les conditions d'z es pour 'UUT doivent étre établies pour les parameétres
suivangs:
o taille de I'¢chantillon
e nombre di

e intgrvalle ddmpulsi

e niveaux de tensien de contrainte;

o tenmperature d’essai et humidité;

e limites des spécifications de paramétres applicables indiquant la défaillance d’essai aux
ESD.

5.2 Evaluation des UUT comportant des bornes électriques

L’évaluation de la robustesse aux ESD d'une UUT qui comporte des bornes électriques
nécessitera souvent que les bornes soient classées en différents types, par exemple: entrée,
sortie, alimentation ou terre.

Chaque borne sans alimentation doit étre essayée (une par une) par rapport aux bornes
d’alimentation ou aux bornes de terre.
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Requirements for Figure 3:

The c]rrent pulse shall meet the following
. p
5 Evaluation of ES

5.1 General Q

Application condgi
parameters:

the UUT shall be established for the following

e sampl
e pulp
e pulp
o strgss voltage levéls;

o tes| temperature and humidity;

e relevant parameter specification limits indicating ESD test failure.

5.2 Evaluation of UUTs that have electrical terminals

Evaluation of the ESD robustness of a UUT that has electrical terminals will often require that
the terminals are classified into different types, for example, input, output, power supply or
ground.

Each non-power supply terminal shall then be tested (one at a time) with respect to power
supply or ground terminals.
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